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UN

ENTRE INDUSTRIELS ET SCIENTIFIQUES AUTOUR DE :

CARREFOUR D’ECHANGES

* conférences orales,

* posters et discussions privilégiées avec les spécialistes,

* des tables rondes,

* une exposition des innovations technologiques et des professionnels de la mesure,
* visites techniques.

SES OBJECTIFS

* présenter les évolutions des techniques de mesure et les implications pour I'industrie,
la R&D et la société,

* valoriser la mesure comme outil d'amélioration des processus de I'entreprise,
et de majitrise des risques

* participer au développement des technologies innovantes.

SON PUBLIC

| 000 participants venant d'une cinquantaine de pays :

* des utilisateurs de moyens de mesure de toutes industries, laboratoires et organismes,

* des responsables du management de la fiabilité et de la qualité
* des managers et décideurs,

* des constructeurs d'appareils de mesure,

* des enseignants, chercheurs et métrologues.

R

* Prix de la meilleure
conférence

* Publication d’une sélection
de conférences dans les revues
a Comite de lecture

LES THEMES DES
TABLES RONDES

* |es défis métrologiques
pour les nanotechnologies

* Les exigences métrologiques spécifiques
des métiers a haute technologie
(automobile, aéronautique, médical)

* Biologie médicale et accréditation

¢ 'importance de la métrologie
dans I'agro-alimentaire

* Management du risque dans I'évaluation
de la conformité du produit

* 'apport de la mesure dans le développement
des technologies économes en émission
de carbone

mesure, innovation,

performance
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